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DIELECTRIC AND RESISTIVE PROPERTIES  

OF SOLID INSULATING MATERIALS – 
 

Part 3-2:  Determination  of resistive  properties  (DC methods)  – 
Surface resistance and  surface resistivi ty 

 
FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC  62631 -3-2  has  been  prepared  by I EC techn ica l  committee  1 1 2 :  
Evaluation  and  qual i fication  of e l ectrica l  i nsu lati ng  materia ls  and  systems.  

Th is  fi rst  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  second  ed i tion  of I EC 60093,  publ ished  i n  1 980,  
and  consti tu tes  a  techn ical  revision .  

Th is  ed i ti on  includes  the  fol l owing  s i gn i fican t techn ical  changes  wi th  respect to  the  second  
ed i tion  of I EC 60093:  

a)  I EC 60093  has  been  complete l y revised ,  both  ed i torial l y and  techn ica l l y,  and  i ncorporated  
i n to  the  new I EC 62631  series ;  

b)  test methods  have  been  updated  to  current  day state  of the  art;  

c)  volume and  surface  resistance  and  res istivi ty are  now separated  in to  I EC  62631 -3-1  and  
IEC 62631 -3-2 ,  respective l y.   
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The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

1 1 2/340FDIS  1 1 2/351 /RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D i recti ves,  Part 2 .  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC 62631  series,  publ i shed  under the  general  ti tle  Dielectric and 
resistive properties of solid insulating materials ,  can  be  found  on  the  I EC websi te.   

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch "  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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DIELECTRIC AND RESISTIVE PROPERTIES  
OF SOLID INSULATING MATERIALS – 

 
Part 3-2:  Determination  of resistive  properties  (DC methods)  – 

Surface resistance and  surface resistivi ty 
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC  62631  covers  methods  of test for the  determ ination  of surface  resistance  and  
surface  res isti vi ty of e l ectrica l  i nsu lation  materials  by appl ying  DC  vol tage.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 6021 2,  Standard conditions for use prior to  and during the testing of solid electrical 
insulating materials 

I EC 62631 -3-1 ,  Dielectric and resistive properties of solid insulating materials – Part 3-1 : 
Determination of resistive properties (DC Methods)  – Volume resistance and volume 
resistivity – General method1  

I EC 62631 -3-3 ,  Dielectric and resistive properties of solid insulating materials – Part 3-3: 
Determination of resistive properties (DC Methods)  – Insulation resistance 1  

3 Terms and  defin i tions   

For the  purposes  of th is  document,  the  fo l l owing  terms and  defin i ti ons  apply.  

3.1   
electrode arrangement 

electrical  conductive  bod ies  on  the  surface  of a  test specimen  

Note  1  to  en try:  The  arrangement of e l ectrodes  shou l d  i ncl ude  procedures  to  ascertain  su ffi cien t  con tact  to  the  
surface  (e. g .  by means  of conducti ng  pai n t)  and /or the  use  of an  adequate  mechan ical  system  applyi ng  the  
necessary contact  force  to  the  test  specimen ’s  su rface.  

3.1 . 1   
spring  loaded  electrodes  
l i ne  e lectrode  system  us ing  two paral le l  l i nes  of conducting  spring  tongues  wi th  sharp  edges,  
separated  by a  gap  

3.1 .2   
l ine  e lectrodes  
electrode  arrangement provided  by two paral l e l  l i nes,  separated  by a  gap,  appl ied  to  the  test  
specimen ’s  surface  us ing  a  conductive  materia l  

___________ 

1   To  be  publ i shed .  
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3.1 .3   
annu lar electrodes  
central  ci rcu lar p lanar electrode  wi th  a  surround ing  ri ng  e lectrode  separated  by a  gap  

Note  1  to  en try:  Guarded  e l ectrode  systems  as  descri bed  i n  I EC 62631 -3-1  are  of s im i l ar shape.  I n  the  case  of 
surface  resi stance,  the  ri ng  e l ectrode  does  not  have  the  function  of a  guard ;  guard  functional i ty,  however,  i s  
provi ded  by the  opposi te  e l ectrode.  

3.2   
measured  resistance  
ratio  of DC vol tage  appl ied  to  an  e lectrode  arrangement i n  con tact wi th  a  test specimen  to  the  
curren t between  them  measured  wi th  sufficien t precis ion  

Note  1  to  en try:  A th ree  term inal  e l ectrode  arrangement  may be  used  to  exclude  undesi red  vol ume currents  from  
the  determ ination  of the  measu red  res i stance.  

Note  2  to  en try:  A Wheatstone  bri d ge  may a l so  be  used  to  compare  the  measured  res i stance  wi th  a  standard  
res i stor.  However,  Wheatstone  bri d ges  are  not  common ly used  anymore.  

Note  3  to  en try:  Accord ing  to  I EC 60050-1 21 :  E lectromagneti sm ,  “conducti vi ty”  i s  d efi ned  as  “scal ar or tensor 
quan ti ty,  the  product  of wh ich  by the  e l ectri c  fi e l d  strength  i n  a  med ium  i s  equal  to  the  e l ectri c  cu rren t  densi ty”  and  
“res i sti vi ty”  as  “the  i nverse  of the  conducti vi ty when  th i s  i nverse  exi sts”.  Measured  i n  th i s  way,  the  su rface  
resi sti vi ty i s  an  average  of the  res i sti vi ty  over poss ibl e  heterogenei ti es  i n  the  vo lume i ncorporated  i n  the  
measurement;  i t  i ncl udes  the  effect  of possib le  polari zation  phenomena  at  the  e l ectrodes.  

3.3   
surface resistance  
RS  

measured  resistance  between  any e lectrode  arrangement defined  by th is  standard  

Note  1  to  en try:  Dependent  on  the  e l ectrode  arrangement u sed  i t  i s  d es ignated  as  R
SA
,  R

SB
,  R

SC
,  R

SD
 or R

SE
  wi th  

surface  resi stance,  R
S
 expressed  by the  un i t  Ω .  

Note  2  to  en try:  An  i ndeterm inabl e  part  of the  res i stance  i n s i de  the  materi al  i s  a l so  i ncl uded  i n  surface  resi stance  
duri ng  measurement of th i s  res i stance.  

3.4   
surface resistance between  spring  loaded  electrodes  
RSA   

measured  resistance  between  spring  l oaded  e lectrodes  

3.5   
su rface  resistance between  smal l  l i ne  electrodes  
RSB   

measured  resistance  between  smal l  l i ne  e lectrodes  

3.6   
su rface  resistance between  annu lar electrodes  
RSC   

measured  res istance  between  the  i nner ci rcu lar area  of an  annu lar e lectrode  system  and  the  
ou ter ci rcu lar ring  e lectrode.  

3.7   
surface resistance  between  l ine  e lectrodes  
RSD   

measured  resistance  between  l i ne  e lectrodes  

3.8   
surface resistance between  l ine  electrodes  for smal l  plates  
RSE   

measured  resistance  between  l i ne  e lectrodes  for smal l  p l ates  
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3.9   
surface resistivi ty  
σ 

surface  resistance  RSA,  RSB ,  RSC,  RSD  or RSE  referred  to  a  square,  expressed  as  σA,  σB ,  σC ,  σD  

and  σ
E
 respectivel y 

Note  1  to  en try:  Su rface  resi s ti vi ty σ
C
,  σ

D
 and  σ

E
 i s  expressed  by the  un i t  Ω .  

Note  2  to  en try:  Surface  res i sti vi ty i s  often  a l so  expressed  by the  non -standard i zed  un i t  Ω  per square,  to  show 
that  the  e l ectrode  d imension  has  been  taken  i n to  account by calcu lati ng  the  speci fi c  val ue.  

Note  3  to  en try:  I t  can  be  compared  for materia l s  on ly  i f i den ti cal  d imensions  of the  e l ectrodes  are  used .  
Recommended  d imensions  are  g i ven  i n  5 . 3.  

4 Significance  

I nsu lating  materials  are  used  i n  general  to  e lectrical l y i solate  components  of an  e lectrical  
system  from  each  other and  from  earth .  Sol id  i nsu l ating  materia ls  can  a lso  provide  
mechan ical  support.  For these  purposes  i t  i s  general l y des irable  to  have  the  i nsu lation  
res istance  as  h igh  as  poss ib le,  consistent wi th  acceptable  mechan ical ,  chem ical  and  heat 
res istance  properties.   

Surface  res istance  is ,  as  volume res istance,  a  part  of the  i nsu lating  res istance.   

I nsu lating  res istance  shal l  be  determ ined  accord ing  to  I EC  62631 -3-3  and  volume resistance  
accord ing  to  I EC  62631 -3-1 .  

Surface  res istance  suppl ies  i n formation  on  the  e lectrica l  res istances  on  the  surface  of 
materia ls  and  products.  The  su rface  res istance  a lso  perm i ts  mon i toring  of changes  in  the  
res istance  by external  effects .  Surface  res istance,  however,  for i ts  major part i s  not a  material  
property.  Surface  res istance  depends  main l y on  process ing  parameters,  environmental  
cond i tions,  surface  ageing  phenomena  and  pol l u tion ,  etc.   

Dependen t on  the  speci fi c appl ication ,  d i fferen t e lectrode  arrangements  can  be  preferable.  

5 Method  of test  

5.1  General  

This  general  method  describes  common  values  for general  measurements .  I f a  method  for a  
speci fic type  of materia l  i s  described  i n  th is  standard ,  the  speci fic  method  shal l  be  used .  

D i fferen t types  of e lectrodes  can  be  used ,  dependent on  the  speci fic measurement or product  
demands.  For i nstance,  on  surfaces  wi th  a  curved  shape,  a  smal l  l i ne  e lectrode  can  be  
advantageous.  Spring  l oaded  e lectrodes  provide  measurements  wi th  l ow effort on  products  
and  are  optimal  for materia ls  wh ich  have  to  be  cond i ti oned  before  the  test.  I f not a l ready 
sti pu lated  by a  product standard ,  the  choice  of the  e lectrode  arrangement shal l  be  made  
cons idering  the  typical  appl ication .   

I f test specimen  are  made  from  materia ls  (e . g .  soft  rubber)  chang ing  the ir d imensions  
s i gn i ficantl y when  appl ying  force  by e lectrodes  on  them ,  these  electrodes  are  not appl icable  
and  an  a l ternative  arrangement shal l  be  used .  

I f no  i n formation  abou t the  appl ication  i s  avai lable ,  smal l  l i ne  e lectrodes  (RSB)  are  

recommended .  
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5.2  Voltage  

The  measuring  vol tage  shal l  preferabl y be  

1 0  V,  1 00  V,  500  V,  1  000  V and  1 0  000  V.  

Other vol tages  may be  appl icable.  I f not otherwise  sti pu lated ,  a  vol tage  of 1 00  V shal l  be  
used .  

NOTE  1  Parti a l  d i scharges  can  l ead  to  erroneous  measurements  when  a  speci fi c  i ncepti on  vol tage  i s  exceeded .  
I n  a i r,  be low 340  V,  no  parti a l  d i scharges  wi l l  occur.  

NOTE  2  The  ri pple  of the  vol tage  source  i s  importan t.  A typi cal  val ue  for 1 00  V i s  <5  ×  1 0 -5  peak to  peak.  

5.3  Equ ipment 

5.3. 1  General  

Care  shou ld  be  taken  that the  surface  res istance  i s  not negativel y i n fl uenced  by parasi tic  
res istances  paral le l  to  the  e lectrode  arrangement,  such  as  the  res istance  of test supports  or 
cable  isolation .  

To  preven t measuring  errors  for measured  res istances  h igher than  1 0
1 0
 Ω,  sh ie l ded  cables  

and  sh ie lded  measuring  cabinets  shal l  be  used .  

For the  determ ination  of surface  res istance  and  surface  res isti vi ty d i fferent e lectrode  
arrangements  can  be  used .  The  evaluation  of surface  resistivi ty i s  dependent on  the  selected  
e lectrode  arrangement.  

5.3.2  Accuracy 

Any su i table  equ ipment can  be  used .  The  measuring  device  shal l  be  capable  of determ in ing  
the  unknown  resistance  wi th  an  overal l  accuracy of at  l east  

•  ±1 0  %  for res istances  below 1 01 0  Ω,  

•  ±20  %  for res istances  between  1 0 1 0  Ω  and  1 0 1 4  Ω,  

•  ±50  %  for values  h igher than  1 01 4  Ω.   

5.3.3  Voltage  source  

A source  of very steady d i rect vol tage is  requ ired .  Th is  can  be  provided  e i ther by batteries  or 
by recti fi ed  and  s tabi l i zed  power suppl y.  The  degree  of stabi l i ty requ i red  is  such  that the 
change i n  cu rren t due  to  any change i n  vol tage  i s  neg l ig ib le  compared  wi th  the  curren t to  be  
measured .  

5.3.4  Electrode  arrangement A – Spring  loaded  electrodes   

The e lectrode  arrangement A  shal l  cons ist of two  fl exib le  metal  kn i fe-edges  wi th  a  l ength  of 
1 00  mm  and  a  gap  d istance  of 1 0  mm  apart  as  shown  in  F igure  1 .  

No  guard  electrode  i s  used .  The  metal  kn i fe-edges  shal l  cons ist of i nd ividual  spring  tongues  
arranged  next to  each  other about 0 , 3  mm  apart and  each  wi th  a  l ength  not exceed ing  5  mm  
and  0 , 3  mm  th ick.  The  contact force  shal l  be  h i gh  enough  so  that a l l  tongues  or segments  rest 
against  the  surface  of the  test  specimen,  bu t wi thout  damag ing  the  surface.  

A p iece  of metal  exerting  the  con tact force  shou ld  be  appl ied  wi th  h i gh-g rade  i nsu lation  where  
i n  con tact wi th  the  specimen.  
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Key 

1   gu i de  bar (detachable)  

2   metal  kn i fe-edges  

3   specimen  

Figure 1  – E lectrode  arrangement A (example)  

5.3.5  Electrode arrangement B  – Smal l  l ine  electrodes  

Electrode  arrangement B  shal l  cons ist of two  adhering  l i ne  e lectrodes.  No  guard  e lectrode  is  
used .  For th is  purpose,  two 1 , 5  mm  wide  l i nes  wi th  a  l eng th  of 25  mm  and  a  gap  d istance  of 
2  mm  apart shal l  be  appl i ed ,  e. g .  wi th  conductive  s i l ver.  They shal l  be  appl ied  before  the  
cond i ti on ing .  The  l i nes  shal l  be  contacted  using  a  two  term inal  co l l ector e lectrode  
arrangement  wi th  conductive  b lades  i n  a ttach  to  them  (see  F igure  2) .  

1
0

 
2

 

2  1  3  1  

3
 

1 0  

25  1 0±0, 1  

1
0
0
±
0
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Figure 2  – Col lector electrode  for electrode  arrangement B  

5.3.6  Electrode  arrangement C  – Annu lar electrodes  

Electrode  arrangement C  i s  a  three  term inal  e l ectrode  system ,  as  shown  i n  F igure  3.  On  one  
s ide  of the  test specimen,  annu lar e lectrodes  are  appl ied .  The  opposi te  surface  of the  test  
specimen  is  to  be  covered  by a  guard  electrode,  not smal ler than  the  area  covered  by the  
correspond ing  e lectrodes.  Adhesive  e lectrodes  can  be  appl ied  before  the  cond i ti on ing  (see  
5. 6. 3) .  

 

Key 

1   specimen  

2   e l ectrode  1  

3   measuring  area  

4   e l ectrode  2  

5   e l ectrode  3  (guard  e l ectrode)  

 

Figure 3  – E lectrode  arrangement C  

Any e lectrode  d imension  can  be  used ,  un less  otherwise  sti pu lated .  Typica l  e l ectrode  
d imensions  are  g iven  by Table  1 .  For comparison  tests ,  e lectrode  arrangement C1  i s  
recommended .  

IEC  

1  2  3  4  

5  

a
 

d1  

dm  
d2  

d3  
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Table  1  – Typical  electrode  d imensions  for electrode arrangement C  

 d
1
 i n  mm d

2
 i n  mm d

3
 i n  mm 

C1  50  60  80  

C2  76  88  1 00  

C3  25  38  50  

 

With  e lectrode  arrangement C,  the  su rface  resistance  between  e lectrode  1  and  e lectrode  2  
sha l l  be  measured .  E lectrode  3  shal l  be  earthed .  

I n  the  case  of materia ls  wi th  l im i ted  conductivi ty and  a lso  occasional l y wi th  fi lms  ≤  1 0  µm ,  i t  
shal l  be  noted  that the  i npu t res istance  of the  ammeter i s  s ign i ficantl y smal ler than  the  volume  
resistance  of the  test  specimen.  

5.3.7  Electrode arrangement D  – Line  electrodes  

Electrode  arrangement D  shal l  consist of two adhering  l ine  e lectrodes.  No  guard  e lectrode  is  
used .  The  e lectrode  d imensions  are  correspondent to  e lectrode  arrangement A wi th  regard  to  
the  e lectrode  length  and  d istance  between  e lectrodes.  No  guard  e lectrode  i s  used .   

For th is  purpose,  two  paral l e l  1 , 5  mm  wide  l i nes  wi th  a  l eng th  of (1 00  ±  1 )  mm  and  a  gap  

d istance  of (1 0  ±  0 , 5)  mm  apart shal l  be  appl i ed ,  e . g .  wi th  conductive  s i l ver.  They can  be  
appl ied  before  the  treatment.  The  l i nes  shal l  be  contacted  us ing  a  two term inal  col lector 
e lectrode  arrangement wi th  conductive  blades  attached  to  them  (see  F igure  2) .  

5.3.8  Electrode arrangement E  – Line  electrodes  for smal l  plates  

Electrode  arrangement E  is  a  three  term inal  l i ne  e lectrode  system .  For th is  purpose ,  two  

paral l el  1  mm  to  2  mm  wide  l i nes  wi th  a  l eng th  of (50  ±  1 )  mm  and  a  gap  d istance  of 

(5  ±  0 , 5)  mm  apart sha l l  be  appl ied ,  e. g .  wi th  conductive  s i l ver.   

The  opposi te  surface  of the  test specimen  is  to  be  covered  by a  guard  e lectrode  not smal ler 
than  the  area  covered  by the  correspond ing  e lectrodes.  The  e lectrodes  can  be  appl ied  before  
cond i ti on ing  of the  test specimen .  The  l i nes  shal l  be  contacted  us ing  a  three  term inal  co l l ector 
e lectrode  arrangement (see  F igure  4b).  

NOTE  E lectrode  arrangement  E  i s  preferab le  when  smal l  p l a tes  (≥  60  mm  ×  ≥  60  mm)  accord i ng  to  I SO  1 0350  are  
i n  use.  

5.4  Test ci rcu i t  

Dependent on  the  e lectrode  arrangement selected ,  two-  or three-term inal  measurements  shal l  
be  carried  ou t  (see  F igure  4).   

For annu lar e lectrodes  (e lectrode  arrangement C)  and  l i ne  e lectrode  arrangement E  a  three-
term inal  test  ci rcu i t i s  necessary as  a  grounded  protective  e lectrode  is  mandatory.   

For any other l ine  e lectrode  arrangement (A,  B  and  D),  a  two-term inal  test ci rcu i t  shal l  be  
used .  
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Key 

a)   vol tage  source  

b)  vol tmeter 

c)   ammeter 

d )   e l ectrode  1  

e)  e l ectrode  2  (sh i el ded  e l ectrode)  

f)  e l ectrode  3  (protecti ve  e l ectrode)  

g )  specimen  

Figure 4 – Connection  d iagram  of measurement wi th   
two- and  th ree-terminal  electrode  arrangements  

5.5  Cal ibration  

The equ ipment shal l  be  cal ibrated  i n  the  magn i tude  of the  surface  res istance  measured .  

NOTE  Cal i bration  res i stors  i n  a  range  of up  to  1 00  TΩ  are  commercial l y avai l able.  

5.6  Test specimen  

5.6. 1  Recommended  d imensions  of test specimen  and  electrode  arrangements  

The specimen ’s  d imensions  need  be  su fficient to  appl y the  selected  e lectrode  arrangement.  
Recommendations  for products  are  g i ven  i n  Annex A.   

5.6.2  Manufacturing  of test  specimen  

The production  and  shape of the  test specimen  shal l  be  determ ined  by the  re levant standards  
for the  material .  During  removal  and  production  of the  specimen,  the  cond i ti on  of the  materia l  
shal l  not  be  changed  and  the  specimen  removed  shal l  not  be  damaged .  
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I f the  surface  of the  test specimen  is  mach ined  at the  contact areas  of the  e lectrodes,  the  type  
of mach in ing  shal l  be  speci fied  i n  the  test  report.  The  test specimen  shal l  have  a  
geometrical l y s imple  shape  (plate  wi th  paral le l  measuring  areas,  cyl i nder etc. ) .  

Specimen  from  products  shal l  be  prepared  wi th  the  product  th ickness,  i f possible.  

5.6.3  Number of test specimen  

The number of specimen  to  be  tested  shal l  be  determ ined  by the  re levan t product  standards.  
I f no  such  data  i s  avai lable,  at  l east three  specimen  shal l  be  tested .  

5.6.4  Appl ication  of electrodes  

When  us ing  adhesive  e lectrodes  (e lectrode  arrangements  B,  C,  D  and  E),  care  shal l  be  taken ,  
that a  proper con tact i s  provided  over the  whole  area  covered  by the  e lectrode.  The  e lectrode  
materia l  used  shal l  – after an  appropriate  time  of cond i tion ing  – not i n fluence the  measured  
values  for surface  res istance.  

NOTE  Conducti ve  s i l ver pai n t  and  suspensions  of g raph i te  have  been  found  appropri ate.  

5.6.5  Cond ition ing  and  pre-treatment of test specimen  

Cond i tion ing  and  any other pre-treatment of the  test specimen  shal l  be  carried  ou t accord ing  
to  the  re levant  product standard .  

I f no  product standard  exists ,  cond i ti on ing  shal l  be  real ised  for at l east 4  days  at 23  °C  and  
50  %  RH  accord ing  to  I EC 6021 2  (standard  cl imate  B) .  

I f not otherwise  s ti pu lated ,  no  clean ing  of the  test specimen  shal l  be  done.  Any add i ti onal  
con tam ination  shal l  be  avoided .  

5.7  Test procedure  

Un less  otherwise  agreed ,  the  measurement shal l  be  conducted  in  normal  a i r at  23  °C  and  
50  %  RH  accord ing  to  I EC 6021 2  (standard  cl imate  B) .  

The  specimen  shal l  be  cond i ti oned  and  pre-treated  accord ing  to  5. 6. 5.  Immed iatel y after the  
treatment,  the  e lectrodes  shal l  be  connected  wi th  the  measuring  device .  

Subsequentl y,  bu t no  more  than  2  m in  after fin i sh ing  the  cond i tion ing  or pre- treatment,  the  
surface  resistance  RS  sha l l  be  determ ined  between  the  e lectrodes.  I f not otherwise  sti pu lated ,  

i t  shal l  be  measured  1  m in  after vol tage  appl ication .  

6 Evaluation  

6.1  For electrode  arrangements  A,  B ,  D,  and  E   

The measured  va lue  RS  for the  respective  surface  res istance  RSA,  RSB ,  RSD  and  RSE  between  

e lectrodes  1  and  2  shal l  be  speci fied  i n  Ω .  

For e lectrode  arrangements  A,  B ,  D  and  E ,  surface  resisti vi ty σ can  be  calcu lated  i n  Ω  
accord ing  to  Equation  (1 )  from  the  measured  res istance  RS  and  e lectrode  d imensions.   

I t  i s  a lso  poss ib le  to  calcu late  surface  resisti vi ty even  wi th  d imensions  deviating  from  those  
defined  i n  5. 3 . 4 ,  5. 3 .5 ,  5. 3. 7  and  5. 3. 8.  
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 SYY
R

g

l
⋅=σ  (1 )  

where  

l  i s  the  length  of l ine  e lectrodes  

g  i s  the  d istance  between  the  l i nes  (gap)  

and   

Y read ing  A,  B ,  D  or E .   

As  the  ind ividual  surface  res istances  are  dependen t on  the  e lectrode  and  are  therefore  not  
comparable  wi th  each  other,  the  type  of e lectrode  arrangement shal l  be  speci fied  wi th  the  
measured  value  to  perm i t  a  statement.  

6.2  For electrode  arrangement C  

The  surface  resistance  RSC  between  e lectrodes  1  and  2  wi th  earthed  e lectrode  3  shal l  be  

speci fied  i n  Ω .   

The  surface  resistivi ty σC  can  be  calcu lated  i n  Ω  accord ing  to  Equation  (2)  from  the  measured  
res istance  RSC  and  e lectrode  d imensions  (see  F igure  3).  

 SC
12

12 R
dd

dd
C ⋅⋅

−

+
= πσ  (2)  

where  

d1  i s  the  ou ter d iameter of the  inner e lectrode  

d2  i s  the  inner d iameter of the  ring  e lectrode  

7 Test report 

The report shal l  i ncl ude  the  fol lowing :  

•  e lectrode  arrangement and  electrode  d imensions ;  

•  complete  identi fication  and  description  of the  materia l  tested ,  i nclud ing  source  and  
manufacturer’s  code;  

•  shape and  th ickness  of test  specimen ;  

•  test vol tage;  

•  accuracy of the  i nstrument and  cal ibration  method ,  depend ing  on  the  measured  va lues  of 
res istance,  i f necessary;  

•  curing  cond i tions  of the  materia l  and  any pre-treatment;  

•  cond i tion ing  of samples  and  cl imatic cond i tions  under test;  

•  description  of test  set-up  and  i nstrument used  for the  test;  

•  number of samples;  

•  date  of test;  

•  each  s i ng le  va lue  and  the  med ian  of surface  res istance  and  surface  resisti vi ty,  
respectivel y;  

•  ambien t cond i tions  during  testing ;  

•  any other important  observati ons  i f appl icable.  
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8 Repeatabi l i ty and  reproducibi l i ty 

Measurements  of surface  res istance  and  surface  resisti vi ty are  dependent on  numerous  

aspects.  Experiences  have  shown  that the  reproducibi l i ty i s  i n  the  range  of >50  %  (of the  
measured  va lue).  

The  repeatabi l i ty i s  between  20  %  and  50  % .  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 1 6  – I EC 62631 -3-2 : 201 5    I EC: 201 5  

Annex A 
(informative)  

 
Specimen  d imensions  and  electrode arrangement  

Specimen  d imensions  and  e lectrode  arrangement are  g i ven  i n  Table  A. 1 .  

For materia ls  wh ich  are  not avai lable  in  flat sheets  the  e lectrode  arrangement shou ld  be  
agreed  between  suppl ier and  customer.  

Table  A. 1  – Recommended  test  specimen  d imensions  
and  electrode  arrangements  for specific  products  

Type of product  Recommended  
electrode  

arrangement 

Remarks  Recommended  
d imensions  of test 

specimen  

Thermopl asti c  mou ld ing  
compounds  

E ,  C  See  I SO  1 0350-1  ≥  60  mm  ×  ≥  60  mm  

Thermosetti ng  mou l d ing  
compounds  

A,  E ,  C  See  I SO  1 4526,  
I SO  1 4527,  I SO  1 4528,  
I SO  1 4529,  I SO  1 4530,  
I SO  1 5252  

≥  60  mm  ×  ≥  60  mm  

≥1 00  mm  ×  ≥  1 00  mm  

Long  fi bre,  re i n forced  
pol yester and  vi nyl  ester 
mou ld i ng  compounds  
(SMC BMC)  

A,  C  EN  1 4598  

I SO 1 0350-2  

≥1 00  mm  ×  ≥  1 00  mm  

Epoxy based  sheets  and  
l am inates  

A,  C  I EC 60893-2   

P ipes,  bars  and  rods  B ,  D  I EC 61 21 2-2  

I EC 6201 1 -2  

 

E l astomeric  materia l s  B    
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ET RÉSISTIVES  

DES MATÉRIAUX ISOLANTS SOLIDES – 
 

Partie  3-2:  Détermination  des  propriétés  résistives   
(méthodes  en  courant continu)  –  

Résistance superficiel le  et résistivi té  superficiel le  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t  
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  d e  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peut  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  d e  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

La Norme i n ternationale  I EC 62631 -3-2  a  été  établ ie  par l e  com i té  d 'études  1 1 2  de  l ’ I EC:  
Evaluation  et  qual i fication  des  systèmes  et  matériaux d ' isolement électrique.  

Cette  prem ière  éd i ti on  annu le  et remplace  l a  deuxième éd i tion  de  l ' I EC  60093  parue  en  1 980  
don t e l l e  consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivan tes  par rapport à  l a  deuxième 
éd i tion  de  l ' I EC  60093:  

a)  l ' I EC  60093  a  été  en tièrement révisée  tan t au  p lan  rédactionnel  que  techn ique  et  i nsérée  
dans  l a  nouvel l e  série  I EC  62631 ;  
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b)  l es  méthodes  d 'essai  on t été  adaptées  à  l 'é tat actuel  de  la  techn ique;  

c)  l es  résistances  et  les  rés isti vi tés  transversales  et superficie l les  son t main tenant séparées  
et  font l 'objet de  deux parties ,  l ' I EC 62631 -3-1  et  l ' I EC  62631 -3-2,  respectivement.   

Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants :  

FDIS  Rapport  de  vote  

1 1 2/340/FDIS  1 1 2/351 /RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tab leau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  l es  parties  de  l a  série  I EC 62631 ,  publ iées  sous  l e  t i tre  général  Propriétés 
diélectriques et résistives des matériaux isolants solides,  peut être  consu l tée  sur l e  s i te  web  
de  l ' I EC.   

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avant  la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ET RÉSISTIVES  
DES MATÉRIAUX ISOLANTS SOLIDES – 

 
Partie  3-2:  Détermination  des  propriétés  résistives   

(méthodes  en  courant continu)  –  
Résistance superficiel le  et résistivi té  superficiel le  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC 62631  couvre  des  méthodes  d 'essai  pour déterm iner l a  rés istance  
superficie l le  et  l a  rés isti vi té  superficie l l e  de  matériaux isolants  électriques  en  appl i quant une  
tens ion  conti nue.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éventuel s  
amendements).  

I EC 6021 2 ,  Conditions normales à  observer avant et pendant les essais de matériaux isolants 
électriques solides  

I EC 62631 -3-1 ,  Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides – 
Partie 3-1 : Détermination des propriétés résistives (méthodes en courant continu)  –  
Résistance transversale et résistivité transversale  – Méthode générale 1  

I EC  62631 -3-3 ,  Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides – 
Partie 3-3: Détermination des propriétés résistives (méthodes en courant continu)  –  
Résistance d'isolement1  

3 Termes et défin i tions   

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s ’appl iquen t.  

3.1   
arrangement d 'électrodes  
corps  électriquement conducteurs  p lacés  sur l a  su rface  d 'un  spécimen  d 'essai  

Note  1  à  l 'arti cl e:  I l  convi en t  que  l ' arrangement  d 'électrodes  i ncl ue  des  procédures  afi n  d 'assu rer un  con tact  
su ffi san t  avec l a  surface  (par exemple  au  moyen  d 'une  pein tu re  conductri ce)  et/ou  l 'u t i l i sation  d 'un  système 
mécan ique  appropri é  appl i quant  l a  force  de  contact  nécessai re  su r l a  surface  du  spécimen  d 'essai .  

3.1 . 1   
électrodes  à  ressort  
système d 'é lectrodes  en  forme de  l i gnes  u ti l i san t deux l ignes  paral l è les  de  l ames  
conductrices  flexib les  à  bords  nets  et  espacées  

 

___________ 
1  A publ i er.  
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3. 1 .2   
él ectrodes  en  forme  de  l ignes  
arrangement d 'é lectrodes  consti tué  de  deux l ignes  para l lè les ,  espacées  et appl iquées  sur l a  
surface  du  spécimen  d 'essai  à  l 'a ide  d 'un  matériau  conducteur 

3. 1 .3   
él ectrodes  annu lai res  
électrode  p lane  ci rcu la i re  centrale  en tourée  d 'une  é lectrode  en  anneau  espacées  l 'une  de  
l 'au tre  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  systèmes  d 'électrodes  gardées  décri ts  dans  l ' I EC 62631 -3-1  on t  u ne  forme semblable.  Dans  
l e  cas  de  l a  rés i stance  superfi cie l l e,  l 'é l ectrode  en  anneau  ne  présente  pas  l a  fonction  de  garde.  Tou tefo i s ,  l a  
fonction  de  garde  est  assurée  par l ' é l ectrode  opposée.  

3.2   
résistance mesurée  
rapport  entre  une  tens ion  con tinue  appl iquée  à  un  arrangement d 'é lectrodes  en  contact  avec 
un  spécimen  d 'essai  et  le  couran t traversant l es  é lectrodes  mesuré  avec une  précis ion  
suffisante  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  arrangement  d 'él ectrodes  à  troi s  bornes  peu t  être  u ti l i sé  pou r excl ure  l es  cou rants  
i ndési rables  traversan t l e  vol ume à  parti r de  l a  déterm ination  de  l a  rés i stance  mesurée.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  U n  pon t  de  Wheatstone  peut  égal ement  être  u ti l i sé  pour comparer l a  rés i stance  mesurée  à  une  
rés i stance  normal i sée.  Toutefo i s ,  l es  ponts  de  Wheatstone  ne  son t  p l us  cou ramment  u ti l i sés.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  Conformément à  l ' I EC 60050-1 21 :  E lectromagnéti sme,  l a  "conducti vi té"  est  défi n ie  comme " l a  
g randeu r scalai re  ou  tensoriel l e  dont  l e  produ i t  par l e  champ é lectri que  dans  un  m i l i eu  est  égal  à  l a  dens i té  de  
courant  é l ectri q ue» ,  et  l a  " rés i sti vi té"  est  d éfi n i e  comme " l ’ i nverse  de  l a  conducti vi té  l orsque  cet  i nverse  exi ste" .  
Mesu rée  a i ns i ,  l a  rés i sti vi té  superfi ci el l e  est  u ne  moyenne  de  l a  rés i sti vi té  su r l es  hétérogénéi tés  éventue l l es  dans  
l e  vol ume i ncl uses  dans  l a  mesure,  et  comprend  l ’ effet  d ’ éven tuel s  phénomènes  de  polari sation  au  n i veau  des  
é l ectrodes.  

3.3   
résistance superficiel l e   
RS  
rés istance  mesurée  en tre  n ' importe  quel  arrangement d 'é lectrodes  défin i  par l a  présente  
norme  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  fonction  de  l 'arrangement  d 'électrodes  u ti l i sé,  e l l e  s 'appel l e  RSA,  RSB ,  RSC ,  RSD  ou  RSE ,  où  l a  
rés i stance  superfi ci el l e  RS  s 'exprime  en  Ω .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  Une  parti e  i ndéterm inabl e  d e  l a  rés i stance  à  l ' i n téri eu r du  matériau  est  également i ncl use  dans  
l a  rés i stance  superfi ciel l e  pendant l a  mesure  de  cette  rés i stance.  

3.4   
résistance superficiel l e  entre  des  é lectrodes  à  ressort  
RSA   
rés istance  mesurée  en tre  des  é lectrodes  à  ressort  

3.5   
résistance  superficiel l e  entre  des  électrodes  en  forme de  peti tes  l ignes  
RSB   
rés istance  mesurée  en tre  des  é lectrodes  en  forme de  peti tes  l i gnes  

3.6   
résistance  superficiel l e  entre  des  électrodes  annulai res  
RSC   
rés istance  mesurée  en tre  la  surface  ci rcu la i re  in térieure  d 'un  système d 'é lectrodes  annu lai res  
et  l 'é l ectrode  en  anneau  extérieure  
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3.7   
résistance superficiel le  entre  des  é lectrodes  en  forme de  l ignes  
RSD   
rés istance  mesurée  en tre  des  é lectrodes  en  forme de  l i gnes  

3.8   
résistance superficiel le  entre  des  électrodes  en  forme de  l ignes  pour peti tes  plaques   
RSE  
rés istance  mesurée  en tre  des  é lectrodes  en  forme de  l i gnes  pour peti tes  p laques  

3 . 9   
résistivi té  superficiel le  
σ  
rés istance  superficie l l e  RSA,  RSB ,  RSC,  RSD  ou  RSE  ramenée à  une  surface  de  forme carrée,  
exprimée  sous  la  forme σA,  σB ,  σC ,  σD  e t  σE  respectivement  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  rés i sti vi tés  superfi cie l l es  σC ,  σD  e t  σE  s 'expriment  en  Ω .  

Note  2  à  l ' arti cl e:  La  rés i sti vi té  superfi ci e l l e  s 'exprime  égal ement souvent  en  "Ω  par carré" ,  un i té  non  normal i sée,  
pou r i n d iquer que  l es  d imensions  de  l 'é l ectrode  on t  été  pri ses  en  compte  en  calcu l ant  l a  val eur spéci fi que.  

Note  3  à  l 'arti cl e:  E l l e  peu t  être  comparée  pou r des  matéri aux un i quement  s i  des  é l ectrodes  de  d imensions  
i den ti ques  son t  u ti l i sées.  Les  d imensions  recommandées  sont  données  en  5. 3 .  

4 Signification  

Les  matériaux isolan ts  son t généralement u ti l i sés  pour i so ler é lectri quement l es  composants  
d 'un  système é lectrique  l es  uns  par rapport aux au tres  et par rapport à  l a  terre.  Des  matériaux 
isolants  sol i des  peuvent  également servir de  support mécan ique.  Pour ces  u ti l i sations,  i l  es t  
généralement souhai table  que  la  résistance  d ' i solement soi t auss i  é l evée  que  poss ib le  et  
qu 'e l l e  présente  des  propriétés  mécan iques,  ch im iques  et de  rés istance  à  l a  chaleur 
acceptables  cohéren tes.  

Comme la  rés istance  transversale,  l a  rés istance  superfici e l l e  fa i t  partie  de  l a  résistance  
d ' i solement.  

La  rés istance  d ' i solement doi t être  déterm inée  conformément à  l ' I EC  62631 -3-3  et l a  
rés istance  transversale  conformément à  l ' I EC  62631 -3-1 .  

La  rés istance  superficie l le  fourn i t  des  in formations  sur l es  rés istances  é lectri ques  sur l a  
surface  des  matériaux et des  produ i ts .  La  rés istance  superficie l le  permet également de  
con trôler l es  variations  de  la  rés istance  par des  effets  externes.  Tou tefois ,  l a  rés istance  
superficie l le ,  pour sa  majeure  partie ,  ne  consti tue  pas  une  propriété  des  matériaux.  La  
rés istance  superficie l l e  dépend  principalement des  paramètres  de  tra i tement,  des  cond i tions  
envi ronnementales,  des  phénomènes  de  vie i l l i ssement de  la  surface,  de  l a  pol l u tion ,  e tc.  

En  fonction  de  l 'appl ication  spéci fique,  d i fféren ts  arrangements  d 'é lectrodes  peuvent être 
préférables.  

5 Méthode d ’essai  

5.1  Général i tés  

Cette  méthode générale  décri t  des  va leurs  couran tes  pour les  mesures  générales.  S i  l a  
présente  norme décri t  une  méthode  pour un  type  spéci fi que  de  matériau ,  la  méthode  
spéci fique  doi t  être  u ti l i sée.  

D i fféren ts  types  d 'é lectrodes  peuvent être  u ti l i sés  en  fonction  des  mesures  spéci fiques  ou  des  
besoins  du  produ i t.  Par exemple,  une  é lectrode  en  forme de  peti tes  l i gnes  peut être  
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avan tageuse  sur des  surfaces  i ncurvées.  Les  é lectrodes  à  ressort permettent  de  réal iser des  
mesures  avec moins  de  contrain tes  sur les  produ i ts  et e l l es  sont l es  m ieux adaptées  aux 
matériaux cond i ti onnés  avan t l 'essai .  Sauf i nd ication  contra ire  dans  une  norme de  produ i t,  
l 'arrangement d 'é lectrodes  doi t  être  chois i  en  tenant compte  de  l 'appl ication  typique.  

S i  des  spécimens  d 'essai  sont  consti tués  de  matériaux (par exemple  du  caou tchouc tendre)  
don t l es  d imensions  varien t de  man ière  s i gn i ficative  lorsque  l es  électrodes  l eur appl i quen t  
une  force,  ces  é lectrodes  ne  sont  pas  appl icables  et  un  au tre  arrangement doi t être  u ti l i sé.  

En  l 'absence d ' i n formations  sur l 'appl ication ,  i l  est recommandé d 'u ti l i ser des  é lectrodes  en  
forme de  peti tes  l i gnes  (RSB) .  

5.2  Tension  

La  tens ion  de  mesure  préféren tie l le  doi t  être  

1 0  V,  1 00  V,  500  V,  1  000  V et 1 0  000  V.  

D 'au tres  tensions  peuvent être  appl icables.  Sauf i nd ication  con traire,  une  tens ion  de  1 00  V 
doi t être  u ti l i sée.  

NOTE  1  Des  décharges  part i e l l es  peuvent condu i re  à  d es  mesures  erronées  l orsqu 'une  tension  d 'appari ti on  
spéci fi que  est  dépassée.  Dans  l 'a i r,  aucune  décharge  parti el l e  ne  se  produ i t  en  dessous  de  340  V.  

NOTE  2  L'ondu lation  de  l a  source  de  tension  est  importante .  Une  valeur typique  pou r 1 00  V est  <5 ×  1 0 -5  crête  à  
crête.  

5.3  Apparei l lage  

5.3. 1  Général i tés  

I l  convient de  vei l l er à  ce  que  la  résistance  superficie l le  ne  soi t  pas  perturbée par des  
rés istances  parasi tes  para l l è les  à  l 'arrangement d 'électrodes,  par exemple  l a  résistance  des  
supports  d 'essai  ou  de  l ' i so lation  des  câbles.  

Pour évi ter l es  erreurs  de  mesure  sur d es  rés istances  supérieures  à  1 0 1 0  Ω  d es  câbles  
b l i ndés  et  des  armoi res  de  mesure  b l i ndées  doivent  être  u ti l i sés.   

D i fféren ts  arrangements  d 'électrodes  peuvent être  u ti l i sés  pour déterm iner l a  résistance  
superficie l le  et  l a  rés istivi té  superficie l l e .  L'évaluation  de  l a  rés isti vi té  superfici el le  dépend  de  
l 'arrangement d 'é lectrodes  sélectionné.  

5.3.2  Précision  

Tout apparei l  approprié  peu t être  u ti l i sé.  Le  d isposi ti f de  mesure  doi t  permettre  de  déterm iner 
l a  rés istance  inconnue avec une  précis ion  d 'au  moins   

•  ±1 0  %  pour des  rés istances  i n férieures  à  1 01 0  Ω,  

•  ±20  %  pour des  rés istances  comprises  entre  1 0 1 0  Ω  e t  1 01 4  Ω,  

•  ±50  %  pour des  rés istances  supérieures  à  1 0 1 4  Ω.   

5.3.3  Source de  tension  

Une source  de  tens ion  con tinue  très  stable  est exigée.  Cette  cond i tion  peut être  obtenue  soi t  
par l 'u ti l i sation  de  p i l es,  soi t  par une  a l imentation  redressée et s tabi l isée.  Le  degré  de  stabi l i té  
exigé  est  te l  que  l a  variation  de  couran t l iée  aux variations  de  tens ion  reste  nég l i geable  par 
rapport  au  courant  à  mesurer.  
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5.3.4  Arrangement d 'électrodes  A – Electrodes  à  ressort  

L'arrangement d 'é lectrodes  A doi t  être  consti tué  de  deux bords  méta l l i ques  tranchants  
flexibles,  de  l ongueur 1 00  mm  et espacés  d 'une  d istance  1 0  mm ,  comme cela  est représen té  
à  l a  F igure  1 .  

Aucune é lectrode  de  garde  n 'est  u ti l i sée.  Les  bords  métal l i ques  tranchants  doiven t être  
consti tués  de  lames  flexibles  i nd ividuel l es  p lacées  les  unes  à  côté  des  au tres,  espacées  
d 'envi ron  0 , 3  mm ,  longues  de  5  mm  et épaisses  de  0, 3  mm.  La  force  de  contact doi t être  
su ffisamment é levée pour que  tou tes  les  lames  ou  tous  l es  segments  reposent sur l a  surface  
du  spécimen  d 'essai ,  sans  l 'endommager.  

I l  convient d 'u ti l i ser une  pièce  de  métal  fortement i so lan te  à  l 'endroi t du  contact avec l e  
spécimen  pour exercer l a  force  de  con tact.  

 

Légende  
1   barre  de  gu i dage  (amovible)  
2   bords  métal l i ques  tranchants  
3   spécimen  

Figure 1  – Arrangement d 'électrode  A (exemple)  
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5.3.5  Arrangement d 'électrodes  B  – Electrodes  en  forme de  peti tes  l ignes  

L'arrangement d 'électrodes  B  doi t être  consti tué  de  deux é lectrodes  en  forme de  l i gnes  
adhéren tes.  Aucune  é lectrode  de  garde  n 'est u ti l i sée.  Pour ce la ,  deux l i gnes  de  l argeur 
1 , 5  mm,  de  l ongueur 25  mm,  et espacées  d 'une  d istance  de  2  mm ,  doivent être  u ti l i sées,  par 
exemple  des  l i gnes  fa i tes  d 'argent conducteur.  E l l es  doivent être  appl i quées  avant l e  
cond i ti onnement.  Le  con tact avec l es  l i gnes  doi t être  réal isé  par un  arrangement d 'é lectrodes  
col l ectrices  à  deux bornes  auxquel les  son t attachées  des  lames  conductrices  (voi r F i gure  2).  

 

Figure 2  – E lectrode  col lectrice  pour l 'arrangement d 'électrodes  B  

5.3.6  Arrangement d 'électrodes  C  – Electrodes  annu lai res  

L'arrangement d 'é lectrodes  C  est  consti tué  d 'un  système d 'é lectrodes  à  trois  bornes,  comme 
cela  est représenté  à  l a  F igure  3 .  Les  é lectrodes  annu la i res  son t appl iquées  sur un  côté  du  
spécimen  d 'essai .  La  surface  opposée du  spécimen  d 'essai  doi t  être  couverte  par une  
é lectrode  de  garde,  de  ta i l l e  au  moins  égale  à  l a  surface  couverte  par les  é lectrodes  
correspondantes.  Des  é lectrodes  adhérentes  peuvent être  appl i quées  avant l e  
cond i tionnement (voir 5. 6 .3) .   
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Légende  

1   spécimen  

2   é l ectrode  1  

3   zone  de  mesure  

4   é l ectrode  2  

5   é l ectrode  3  (él ectrode  de  garde)  

 

Figure  3  – Arrangement d 'électrodes  C  

Sauf i nd ication  contrai re,  n ' importe  quel le  d imension  d 'é lectrode  peut  être  u ti l i sée.  Des  
d imensions  typiques  d 'é lectrodes  sont données  dans  l e  Tableau  1 .  Pour l es  essais  de  
comparaison ,  l 'arrangement d 'é lectrodes  C1  est  recommandé.  

Tableau  1  – Dimensions  typiques  d 'électrodes   
pour l 'arrangement d 'électrodes  C  

 d1  i n  mm d2  i n  mm d3  i n  mm 

C1  50  60  80  

C2  76  88  1 00  

C3  25  38  50  

 

Avec l 'arrangement d 'é lectrodes  C,  l a  rés istance  superficie l le  doi t être  mesurée  en tre  
l 'é lectrode  1  e t l 'é l ectrode  2 .  L 'é lectrode  3  doi t ê tre  re l iée  à  la  terre.  

Dans  l e  cas  de  matériaux de  conductivi té  l im i tée  et occasionnel l ement de  fi lms  d 'épaisseur 
i n férieure  ou  égale  à  1 0  µm ,  i l  doi t  être  noté  que  l a  rés istance  d 'en trée  de  l 'ampèremètre  est  
très  in férieure  à  l a  rés istance  transversale  du  spécimen  d 'essai .  

5.3.7  Arrangement d 'électrodes  D  – Electrodes  en  forme de  l ignes  

L'arrangement d 'é lectrodes  D  doi t  ê tre  consti tué  de  deux é lectrodes  en  forme de  l i gnes  
adhéren tes.  Aucune électrode  de  garde  n 'est  u ti l i sée.  Les  d imensions  des  é lectrodes  son t 
conformes  à  l 'arrangement d 'é lectrodes  A en  ce  qu i  concerne  la  l ongueur des  é lectrodes  et  la  
d istance  entre  les  é lectrodes.  Aucune é lectrode  de  garde  n 'est u ti l i sée.   

Pour cela,  deux l i gnes  para l lè les  de  l argeur 1 , 5  mm ,  de  l ongueur (1 00  ±  1 )  mm  et espacées  
d 'une  d istance  de  (1 0  ±  0 , 5)  mm  doivent  être  u ti l i sées,  par exemple  des  l i gnes  fai tes  d 'argent 
conducteur.  E l l es  peuvent être  appl iquées  avan t l e  tra i tement.  Le  con tact avec l es  l i gnes  doi t  
être  réa l isé  par un  arrangement d 'é lectrodes  col l ectrices  à  deux bornes  auxquel les  sont 
attachées  des  lames  conductrices  (voir F i gure  2).  
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5.3.8  Arrangement d 'électrodes  E  – E lectrodes  en  forme de  l ignes  pour peti tes  
plaques  

L'arrangement d 'é lectrodes  E  est un  système d 'électrodes  en  forme de  l i gnes  à  trois  bornes.  
Pour cela,  deux l i gnes  para l l èles  de  largeur comprise  entre  1  mm  et 2  mm ,  de  l ongueur 
(50  ±  1 )  mm  et espacées  d 'une  d istance  de  (5  ±  0 , 5)  mm  doiven t être  u ti l i sées,  par exemple  
des  l ignes  fa i tes  d 'argent  conducteur.   

La  surface  opposée  du  spécimen  d 'essai  doi t  ê tre  couverte  par une  é lectrode  de  garde,  de  
ta i l le  au  moins  égale  à  la  su rface  couverte  par les  é lectrodes  correspondantes.  Les  
é lectrodes  peuvent être  appl iquées  avan t l e  cond i ti onnement du  spécimen  d 'essai .  Le  con tact 
avec les  l i gnes  doi t être  réal isé  par un  arrangement d 'électrodes  col lectrices  à  tro is  bornes  
(voi r F igure  4b) .  

NOTE  L'arrangement  d 'électrodes  E  est  préférable  l orsque  de  peti tes  pl aques  (≥  60  mm  ×  ≥  60  mm)  conformes  à  
l ' I SO  1 0350  sont  u ti l i sées.  

5.4  Ci rcu i t  d 'essai   

En  fonction  de  l 'arrangement d 'é lectrodes  sélectionné,  des  mesures  à  deux ou  à  tro is  bornes  
doivent être  réal isées  (voir F igure  4) .  

Dans  l e  cas  des  é lectrodes  annu la i res  (arrangement d 'é lectrodes  C)  et  l 'arrangement 
d 'électrodes  en  forme de  l i gnes  E,  un  ci rcu i t d 'essai  à  trois  bornes  est  nécessai re  parce  
qu 'une  é lectrode  de  protection  rel i ée  à  l a  terre  est obl i gatoi re.  

Pour tous  l es  au tres  arrangements  d 'é lectrodes  en  forme de  l i gnes  (A,  B  et  D),  u n  ci rcu i t  
d 'essai  à  deux bornes  doi t  être  u ti l i sé.  
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Légende  

a)   source  de  tensi on  

b)  vol tmètre  

c)   ampèremètre  

d )   é l ectrode  1  

e)   électrode  2  (é l ectrode  b l i n dée)  

f)   électrode  3  (é l ectrode  de  protection )  

g )   spécimen  

Figure  4 – Schéma de  connexion  d 'une  mesure  pour  
des  arrangements  d 'électrodes  à  deux et  à  trois  bornes  

5.5  Étalonnage  

L'apparei l  do i t  être  éta lonné  pour l a  grandeur de  l a  rés istance  superficie l le  mesurée.  

NOTE  Des  rés i stances  d 'éta l onnage  pouvant atte i nd re  1 00  TΩ  son t  d i spon i bles  dans  l e  commerce.  

5.6  Spécimens  d 'essai  

5.6. 1  Dimensions  recommandées  pour l es  spécimens  d 'essai  et  l es  arrangements  
d 'électrodes  

Les  d imensions  des  spécimens  doivent être  su ffisantes  pour appl i quer l 'arrangement 
d 'électrodes  chois i .  Des  recommandations  pour l es  produ i ts  son t données  à  l ’Annexe A.   

5.6.2  Fabrication  des  spécimens  d 'essai  

La  production  et l a  forme des  spécimens  d 'essai  doivent  être  déterm inées  par l es  normes  
appl icables  au  matériau .  Pendant l a  production  et  l e  retrai t des  spécimens,  l 'état  du  matériau  
ne  doi t pas  varier et l es  spécimens  reti rés  ne  doiven t pas  être  endommagés.  
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S i  l a  surface  des  spécimens  d 'essai  est us inée  au  n i veau  des  zones  de  contact des  
é lectrodes,  l e  type  d 'us inage  doi t  ê tre  spéci fié  dans  l e  rapport d 'essai .  Les  spécimens  d 'essai  
doivent être  de  forme géométrique  s imple  (par exemple  un  cyl i ndre,  une  plaque  avec des  
zones  de  mesure  paral lè les,  etc. ) .  

S i  possib le,  l 'épaisseur des  spécimens  de  produ i ts  doi t  être  ce l l e  du  produ i t.  

5.6.3  Nombre  de  spécimens  d 'essai  

Le  nombre  de  spécimens  à  soumettre  aux essais  doi t être  déterm iné  par les  normes  de  
produ i ts  appl icables.  S i  de  tel l es  données  ne  sont pas  d ispon ib les,  au  moins  trois  spécimens  
doivent être  soum is  aux essais .  

5.6.4  Appl ication  d 'électrodes  

Lorsque  des  é lectrodes  adhéren tes  son t u ti l i sées  (arrangements  d 'é lectrodes  B,  C,  D  et  E),  l a  
qual i té  du  contact sur l 'ensemble  de  l a  zone  couverte  par l 'é l ectrode  doi t fa i re  l 'objet d 'une  
atten tion  particu l ière.  Le  matériau  u ti l i sé  pour fabriquer l es  é lectrodes  ne  doi t  pas  avoi r 
d ' in fluence  sur l es  va leurs  mesurées  de  l a  résistance  superficie l le  (après  un  temps  de  
cond i tionnement approprié).  

NOTE  Une  pei n tu re  conductri ce  à  l 'argen t et  des  suspensions  de  graph i te  est  une  solu ti on  appropri ée.  

5.6.5  Cond itionnement et  prétrai tement des  spécimens  d 'essai  

Le  cond i ti onnement et  tou t au tre  prétrai tement des  spécimens  d 'essai  doivent être  réa l isés  
conformément à  l a  norme de  produ i t  appl icable.  

En  l 'absence de  norme de  produ i t,  l e  cond i ti onnement doi t être  réal isé  pendan t au  moins  
4  j ours  à  une  température  de  23  °C  et une  hum id i té  re lati ve  de  50  %  conformément à  
l ' I EC  6021 2  (cl imat normal isé  B).  

Sauf i nd ication  con trai re,  le  spécimen  d 'essai  ne  doi t  pas  être  nettoyé.  Toute  con tam ination  
doi t être  évi tée.  

5.7  Procédure  d 'essai  

Sauf accord  contra ire,  l a  mesure  doi t être  réal isée  à  l 'a i r ambian t,  à  une  température  de  23  °C  
et  une  hum id i té  re lati ve  de  50  %  conformément à  l ' I EC 6021 2  (cl imat normal isé  B) .  

Le  spécimen  doi t  ê tre  cond i tionné  et prétra i té  con formément à  5 . 6. 5.  Imméd iatement après  le  
tra i tement,  les  é lectrodes  doiven t être  raccordées  au  d ispos i ti f de  mesure.  

Ensu i te ,  mais  pas  plus  de  2  m in  après  l a  fi n  d u  cond i tionnement ou  du  prétrai tement,  l a  
rés istance  superficie l l e  RS  do i t  ê tre  déterm inée  en tre  l es  électrodes.  Sauf i nd ication  contrai re,  
e l l e  doi t  être  mesurée  1  m in  après  l 'appl ication  de  l a  tension .  

6 Evaluation  

6.1  Pour l es  arrangements  d 'électrodes  A,  B,  D  et  E   

La  va leur RS  mesurée  pour les  rés istances  superficie l les  respectives  RSA,  RSB ,  RSD  et  RSE  
en tre  l es  é lectrodes  1  et  2  doivent  être  spéci fiées  en  Ω .  

Pour l es  arrangements  d 'électrodes  A,  B,  D  et  E ,  l a  rés isti vi té  superficiel l e  σ peu t être  
calcu lée  en  Ω  conformément à  l 'Equation  (1 )  à  parti r de  l a  rés istance  RS  mesurée  et  des  
d imensions  des  é lectrodes.   
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I l  est également possib le  de  calcu ler l a  rés istivi té  superficie l le  lorsque  l es  d imensions  varien t 
par rapport  à  ce l l es  défin ies  en  5. 3. 4,  5. 3. 5,  5. 3. 7  et  5 . 3. 8.  

 SYY
R

g

l
⋅=σ  (1 )  

où  

l  est  l a  longueur des  é lectrodes  en  forme de  l i gnes  

g  est  l a  d is tance  entre  l es  l i gnes  (espacement)  

Y étant  A,  B ,  D  ou  E .  

Pu isque  les  rés istances  superficie l les  i nd ividuel l es  dépendent de  l 'é l ectrode  et  ne  peuvent 
donc pas  être  comparées  l es  unes  aux au tres,  l e  type  d ’arrangement d 'é lectrodes  doi t  être  
spéci fié  avec l a  va leu r mesurée  pour établ i r une  règ le.  

6.2  Pour l 'arrangement d 'électrodes  C  

La rés istance  superficie l l e  RSC  en tre  les  é lectrodes  1  e t 2  avec l 'é lectrode  3  re l i ée  à  l a  terre,  
doi t  être  spéci fi ée  en  Ω .   

La  rés istivi té  superficie l l e  σC  peu t être  calcu lée  en  Ω  conformément à  l 'Equation  (2)  à  parti r 
de  la  résistance  mesurée  RSC  e t  des  d imensions  des  é lectrodes  (voir F igure  3).  

 SC
12

12 R
dd

dd
C ⋅⋅

−

+
= πσ  (2)  

où  

d1  est  le  d iamètre  extérieur de  l 'é lectrode  i n térieure  

d2   est  le  d iamètre  i n térieur de  l 'é l ectrode  en  anneau  

7 Rapport d ’essai  

Le  rapport  doi t  comporter l es  é léments  su ivants :  

•  arrangement d 'é lectrodes  et d imensions  des  é lectrodes;  

•  i denti fication  complète  et  description  du  matériau  soum is  aux essais,  y compris  l a  sou rce  
et  le  code  du  fabrican t;  

•  forme et  épaisseur des  spécimens  d 'essai ;  

•  tens ion  d ’essai ;  

•  précis ion  de  l ' i nstrument et méthode d 'éta lonnage,  en  fonction  des  valeurs  de  rés istance 
mesurées  s i  nécessai re;  

•  cond i ti ons  de  cu isson  du  matériau  et tou t  prétrai tement;  

•  cond i ti onnement des  échanti l l ons  et  cond i ti ons  cl imatiques  des  essais ;  

•  description  du  montage  d 'essai  et  i nstrument u ti l i sé  pour les  essais ;  

•  nombre  d ’échanti l l ons;  

•  date  des  essais ;  

•  chaque  valeur i nd ividuel l e  et l a  va leur méd iane  de  la  rés istance  superficie l l e  et de  l a  
rés isti vi té  superficie l l e,  respectivement;  

•  cond i ti ons  ambian tes  pendant  l es  essais;  
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•  tou tes  l es  i n formations  j ugées  importan tes,  l e  cas  échéan t.  

8 Répétabi l i té  et reproductibi l i té  

Les  mesures  de  l a  rés istance  superficiel l e  et  de  l a  rés istivi té  superficie l l e  dépendent de  
nombreux facteurs .  L 'expérience  a  mon tré  que  l a  reproductib i l i té  se  s i tue  dans  une  p lage  
supérieure  à  50  %  (de  l a  va leur mesurée).  

La  répétabi l i té  est  comprise  entre  20  %  et  50  %.  
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Annexe A 
(informative)  

 
Dimensions  des  spécimens  et arrangement d 'électrodes   

Les  d imensions  des  spécimens  et arrangement d 'é lectrodes  sont  donnés  au  Tableau  A. 1 .  

Pour l es  matériaux non  d ispon ibles  sous  forme de  feu i l les  p lates,  i l  convient que  
l 'arrangement d 'é lectrodes  fasse  l 'obj et  d 'un  accord  en tre  l e  fourn isseur et l e  cl i en t.  

Tableau  A. 1  – Dimensions  de  spécimens  d 'essai  recommandées   
et  arrangements  d 'électrodes  pour des  produi ts  spécifiques  

Type  de  produ i t  Arrangement 
d 'électrodes  
recommandé  

Remarques  Dimensions  
recommandées  du  
spécimen  d 'essai   

Mélanges  de  mou l age  
thermoplasti ques  

E ,  C  Voi r I SO  1 0350-1  ≥  60  mm  ×  ≥  60  mm  

Mél anges  de  mou l age  
thermodu rcissables  

A,  E ,  C  Voi r I SO  1 4526,  
I SO  1 4527,  I SO  1 4528,  
I SO  1 4529,  I SO  1 4530,  
I SO  1 5252  

≥  60  mm  ×  ≥  60  mm  

≥1 00  mm  ×  ≥  1 00  mm  

Matéri aux de  mou l age  à  
base  d 'éther vi nyl i q ue  ou  
de  polyester renforcés  
par des  fi bres  de  verre  
(SMC BMC)  

A,  C  EN  1 4598  

I SO 1 0350-2  

≥1 00  mm  ×  ≥  1 00  mm  

Feu i l l es  et  s trati fi és  à  
base  d 'époxy  

A,  C  I EC 60893-2   

Tubes,  barres  et  t i ges  B ,  D  I EC 61 21 2-2  

I EC 6201 1 -2  
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 – 34  – I EC 62631 -3-2 : 201 5    I EC: 201 5  

Bibl iograph ie  

I EC 60050-1 21 ,  Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 121 : Electromagnétisme  

I EC  60893-2,  Stratifiés industriels rigides en planches à  base de résines thermodurcissables 
à  usages électriques – Partie 2:  Méthodes d'essai 

I EC 61 21 2-2,  Matériaux isolants - Tubes et barres industriels rigides,  ronds,  stratifiés,  à  base  
de résines thermodurcissables,  à  usages électriques – Partie  2: Méthodes d'essai 

I EC 6201 1 -2,  Matériaux isolants -  Tubes et barres industriels,  rigides,  moulés,  stratifiés,  de 
sections transversales rectangulaires ou hexagonales,  à  base de résines thermodurcissables,  
à  usages électriques – Partie 2:  Méthodes d'essai  

I SO  1 0350,  ( tou tes  l es  parties),  Plastiques – Acquisition et présentation de caractéristiques 
intrinsèques comparables 

I SO 1 0350-1 ,  Plastiques – Acquisition et présentation de caractéristiques intrinsèques 
comparables – Partie  1 : Matériaux pour moulage 

ISO  1 0350-2,  Plastiques – Acquisition et présentation de caractéristiques intrinsèques 
comparables – Partie  2: Plastiques renforcés par de  longes fibres 

ISO  1 4526  ( tou tes  l es  parties) ,  Plastiques – Poudres à  mouler phénoliques (PF-PMC)  

ISO 1 4527  ( tou tes  les  parties) ,  Plastiques – Poudres à  mouler à  base d'urée-formaldéhyde et 
d'urée/mélamine-formaldéhyde (UF- et UF/MF-PMC)  

ISO 1 4528  ( toutes  l es  parties),  Plastiques – Poudres à  mouler à  base de mélamine-
formaldéhyde (MF-PMC)  

I SO 1 4529  (toutes  l es  parties),  Plastiques – Poudres à  mouler à  base de  mélamine/phénol 
(MP-PMC)  

I SO 1 4530  ( tou tes  l es  parties) ,  Plastiques – Poudres à  mouler à  base de polyester non saturé 
(UP-PMC)  

ISO  1 5252  ( toutes  l es  parties) ,  Plastiques – Poudres à  mouler à  base d'époxydes (EP-PMC)  

EN 14598 (all parts) ,  Mélanges à  mouler thermodurcissables renforcés – Spécification pour 
mats préimprégnés (SMC)  et mélanges à  mouler en masse (BMC)   
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